


Verschiedenes 

trachten eines Life-Bildes, laufen als
 
eigene Prozesse im Hintergrund. Das
 
Benutzerinterface wird in keiner
 
Weise blockiert. Somit konnen meh­

rere Aufgaben gleichzeitig ausgeftihrt
 
werden.
 

Datenaustausch
 

VISION beherrscht die Zusammen­

arbeit mit anderen Programmen. So­

mit ist es moglich die gewonnenen
 
Daten weiterzuverarbeiten oder gra­

tisch aufzubereiten. Mit Excel kann
 
eine komplexe Datenauswertung
 
durchgeftihrt werden. Vision unter­

sttitzt Netzwerke.
 

Ausktinfte und Vertrieb: 
klughammer Elektronik Vertriebs 
GmbH 
StraBbach 9 
85229 Markt Indersdorf 
Telefon: (081 36) 60 11 
Telefax: (081 36) 7098 
Ansprechpartnerin: 
Anneliese Schmaus 

Verschiedenes 

Bald erhaltlich:
 
"The Growth of Electron
 
Microscopy"
 
Die "International Federation of 
Societies for Electron Microscopy" 
(IFSEM) ist schon seit mehreren Jah­
ren bemtiht, ein umfassendes Werk 
tiber die Geschichte und Entwicklung 
der Elektronenmikroskopie fertigzu­
stellen. Dem unermtidlichen Heraus­
geber Tom Mulvey ist es zu verdan­
ken, daB es demnachst soweit ist. 

Eine Reihe prominenter Autoren 
war zur Mitarbeit gewonnen worden, 
selbstverstandlich auch solche aus un­
serer Gesellschaft. Ich nenne hier bei­
spielsweise die folgenden Beitrage: 
The early history of electron micro­
scopy in Germany (H. Niedrig); The 
history of the German Society for El­

ectron Microscopy (G. Schimmel); 
Electron microscopy in the former 
German Democratic Republic (J. 
Heydenreich et al.); My early work on 
convergent electron-beam diffraction 
(G. Mollenstedt); The origins of the 
scanning electron microscope and 
microprobe (M. von Ardenne); To­
wards atomic resolution (F. Lenz). 

Nach einer allgemeinen Ein­
ftihrung (P. W. Hawkes) und dem Vor­
wort (T. Mulvey), ist das Buch in 4 
Abschnitte eingeteilt: IFSEM; Some 
Individual Societies; Highlights of the 
IFSEM Congresses; Instrumental De­
velopments. In einem Anhang gibt 
Peter Hawkes eine Ubersicht tiber 
Conference Proceedings und Confe­
rence Abstracts. 

Leider hat sich nicht nur die Fertig­
stellung verzogert, mit der Zeit ging 
auch der Preis nach oben. Urspriing­
lich (1989) hoffte man, mit einem 
Verkaufspreis von US $ 70 zur Ko­
stendeckung auszukommen. Die jetzt 
fertiggestellte Ausgabe wurde jedoch 
viel umfangreicher als ursprtinglich 
vorgesehen (ca. 900 statt 600 Seiten), 
und die inzwischen eingetretene 
Dollarabwertung trug zur weiteren 
Preissteigerung bei. Der Vorstand der 
DGE hat sich entschlossen, 25 Exem­
plare des Buchs zu dem bis Ende Fe­
bruar gtiltigen Subskriptionspreis von 
US $ 120 pr~ Exemplar zu bestellen 
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(sparer US $ 200). Das Buch ist nicht 
billig, und keiner von uns hat es bisher 
gesehen. Wir vertrauen darauf, daB 
die Beitrage der international renom­
mierten Autorenschaft Qualitat ver­
btirgt. Wir bieten es unseren Mitglie­
der zum Subskriptionspreis (umge­
rechnet + Importkosten + MWSt.) 
von voraussichtlich DM 200,- an, so­
lange der Vorrat reicht. Bestellungen 
bitte an unseren Schatzmeister: Dr. B. 
Tesche, MPI fur Kohlenforschung, 
Kaiser-Wilhelm-Platz 1, D-45470 
Mulheim/Ruhr, Tel. (0208) 3062130; 
Fax (0208) 3062980. 

W.Hert 

Arbeitskreis fur Elektro­
nenmikroskopie sucht 

Ultramikrotom, Raster-Elektronen­
mikroskop Teile aus der Hochvaku­
umtechnik (Pumpen, Ventile, Flan­
sche), Siemens Elmiskop la oder 
101; altere Laborausriistung. Gerate 
konnten in Eigenregie abgebaut und 
abgeholt werden. 

Stefan Diller, 97247 Eisenheim, 
Tel./Fax (09386) 1380 
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Publisher: Les Editions de Physique, 1994 
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Personalien 

Personalien
 

In memoriam 
Edith Butenuth 

Am 23. Dezember 1995 verstarb nach 
langjahrigem schwerem Leiden eines 
der friihesten Mitglieder der Deut­
schen Gesellschaft fur Ubermikro­
skopie, Frau Dr. Edith Butenuth, geb. 
Wurl. Wie sie selbst in ihrem zeitge­
schichtlich sehr interessanten Bericht 
im Mitgliederrundschreiben 1/1989 
unserer Gesellschaft berichtet hat, 
kam sie im Jahr 1948 zur Elektronen­
mikroskopie, nachdem sie als techni­
sche Assistentin fur Metallographie 
und Werkstoffpriifung mit Frau Dr. 
Angelika Schrader vom nach Kriegs­
ende demontierten Institut fur Metall­
kunde der Technischen Hochschule 
Berlin an die metallographische Ab­
teilung des Max-Planck-Instituts fur 
Eisenforschung in Dtisseldorf. Dort 
konnte fur sie keine Dauerstelle ge­
schaffen werden, aber Bodo v. Bor­
ries, der nach seinem Weggang von 
Berlin gerade auf dem Gelande des 
Max-Planck-Instituts eine bescheide­
ne Unterkunft fur das neu gegriindete 
Rheinisch-Westfalische Institut fur 
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Ubermikroskopie gefunden hatte, 
brauchte geeignete Mitarbeiter, urn 
die Arbeit mit dem aus Berlin mitge­
brachten Elektronenmikroskop wie­
der aufnehmen zu konnen. Als techni­
sche Assistentin hat Frau Butenuth, 
damals noch Frl. Wurl, den vielen 
Gastwissenschaftlern, die am Dtissel­
dorfer Gastlabor elektronenmikro­
skopische Untersuchungen durch­
ftihrten, bei der Objektpraparation 
und der elektronenmikroskopischen 
Aufnahmetechnik viel geholfen. Sie 
hat dort auch ihren spateren Ehe­
mann, den Chemiker Gottfried Bu­
tenuth kennengelernt, der dort als 
Mitarbeiter .von Prof. O. Glemser 
elektronenmikroskopische Untersu­
chungen durchftihrte. In den ftinfziger 
Jahren wurde am Institut fur Eisen­
htittenwesen der Technischen Hoch­
schuleein Gemeinschaftslaboratori­
urn fur Elektronenmikroskopie einge­
richtet, das als Gastlabor -verschiede­
nen Anwendern zur Verftigung stand 
und dessen Leitung Frau Butenuth 
tibemahm. Sie hat auch dort vielen 
Anwendern mit ihrer reichen Erfah­
rung geholfen, elektronenmikrosko­
pische Untersuchungen der verschie­
densten Objekte durchzuftihren, da­
neben aber auch eigene wissenschaft­
liche Untersuchungen durchgeftihrt. 
Sie hat 1965 mit einer Disserta­
tion tiber die Elektronenbeugung an 
Eisenoxyden verschiedener Herkunft 
bei der Fakultat fur Bergbau und Hut­
tenwesen der Technischen Hochschu­
Ie Aachen promoviert. AIle, die-Frau 
Butenuth naher kennengelemt haben, 
werden ihre humorvolle und hilfs­
bereite Art in dankbarer Erinnerung 
behalten. F. Lenz, Ttibingen 

I Neue Mitglieder 

Wir begriiBen herzlich folgende neue 
Mitglieder in unserer Gesellschaft: 

Alexandra Prowald, Bexbach 
Frank Endres, Bexbach 
Hans-Jtirgen Butt, Reichelsheim 2 
Mario Klein, Schiffweiler 
Robert Stark, Mtinchen 
Peter Hinterdorfer, A-Linz 
Heiko Kopf, Mtinster 
Stefan Biel, Berlin 
Michael Edelwirth, Mtinchen 
Dr. Dirk Bosbach, Mtinster 
Erika Bartsch, Dtisseldorf 
Dr. Heinz-Josef Penkalla, B-Raeren 
Stephan Kaiser, Viehhausen 
Ludger Weisser, Halle 
Berthold Kastnert, Marburg-Michel-­

bach 
Dr. Rolf Wittmann, Karlsruhe 
Michael Walther, Grevenbroich 
Dr. Jorn-Peter Sieb, Bonn 
Dr. Hans-H. Trepte, Gottingen 
Dr. Michaele Schweizer, Hamburg 
Winfried Weber, FrankfurtIM. 
-Thomas Hofer, Ettlingen 
Dr. Jtirgen Doerschel, Berlin 

Firmenmitgliedschaften 
AEG Schienenfahrzeuge GmbH, 

Henningsdorf 

Verstorbene Mitglieder 

Soweit uns bekanntgegeben wurde, 
sind seit dern Erscheinen des letzten 
Mitgliederrundschreibens folgende 
Mitglieder verstorben: 

Prof. Dr. Max Auwarter, Balzers 
Dr. Edith Butenuth, Herzogenrath 
Dr. Dierick Kossel, Braunfels 
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Nationaler und Internationaler Tagungskalender 

Nationaler und internationaler Tagungskalender 

119. Versammlung 
der Gesellschaft Deutscher 
Naturforscher und Arzte 
in Regensburg, Universitat, 
vom 21.-24. September 1996 
Zum Gesamtthema .Koordination der 
menschlichen Zukunft" sprechen 
fuhrende deutsche Fachwissenschaft­
ler zu den .Koordinaten" ZEIT, 
ENERGIE, MATERIE und INFOR­
MATION. GruBwortezur Eroffnungs­
sitzung am 21.9. spricht u. a. Bundes­
prasident Roman Herzog. Neben dem 
hochkaratigen wissenschaftlichen wird 
auch ein vielseitiges Rahmenpro­
gramm angeboten, z. B. am 22. 9. 
ein Konzert mit den Regensburger 
Domspatzen. 

Die Teilnahmegebuhr betragt fur 
Mitglieder (auch DGE!) DM 35,- fur 
BegleitpersonenDlvl )5,-. 

Weitere Auskunfte (Programm­
und Anmeldeunterlagen): 

Dr. E. Truscheit, 
Generalsekretar der GDNA, 
Hauptstr.5, 
53604 Bad Honnef, 
Telefon: (02224) 923237, 
Telefax: (02224) 923240. 

1996 I 
August Hongkong:
 
6th Asia-Pacific Conference on Elec­

tron Microscopy APEM.6. Informa­

tion: Dr. E. C. Chew, Dept. of Ana­

tomy, Chinese University of Hong­

kong, Shatin, New Territories, Hong­

kong, Phone +852-6096845, Fax
 
+852-603 5031
 

8.-17. 8. Seattle: 
17. Congress and General Assembly 
of the International Union of Cry­
stallography. Information: Prof. R. F. 
Bryan, Dept. Chemistry, University of 
Virginia, Charlottesville, VA 22903, 
USA 

11.-16.8. Minneapolis, MN, USA: 
Annual Meeting of the Microscopical 
Society of America and the Micro­
beam Analysis Society. Information: 
MSA Business office, Box MSA, 
Woods Hole, MA 02543, USA, Phone: 
(508) 540-7639, Fax: (508) 540-9053 

26.-30. 8. Dublin, Ireland: 
XI EUREM 96. Information: Dr. Da­
vid C. ·Cottell, The Electron Micro­
scopy Laboratory, University College, 
Belfield, Dublin 4, Ireland, Phone: 
(3531) 7062254, Fax: (3531) 
70061153 

8.-12.9. Beijing, P. R. China: 
NANO IV, Forth International Con­
ference on Nanometer-Scale Science 
& Technology. Information: Beijing 
International Convention Center, 
Prof, Shijin Pang (Conference Chair), 
Beijing Laboratory of Vacuum Phy­
sics, Chinese Academy of Sciences, 
P.O. Box 2724, Beijing 100080, P. R. 
China, TeL: +86-10-256-8306, Fax: 
+86-10-255-6598, Email: Pang@ima­
geeblem.ac.cn 

10.-14.9. Graz, Austria: 
International Symposium and Ex­
hibition on Biomedical Optics IV. 
Information: EOS, c/o Mme F. Chavet, 

IB.P. 147, 91403 Orsay Cedex,
 
France, Tel.: 33-1-69853592, Fax:
 
33-1-69853565
 

12.9. London:
 
Carl Zeiss 150th Anniversary Meet­

ing. .Information': Royal Microsco­

pical Society, 37/38 St. Clements, ­

Oxford, OX4 1Al, Phone: (0 1865)
 
248768, Fax: (01865) 79237, Email
 
rms@vax.ox.ac.uk
 

7.-9. 10. Munster 
Diskussionstagung Raster-Sonden­
Mikroskopien und organische Ma­
terialien V. Information: Prof. Dr. R. 
Reichelt, Institut fur Medizinische 
Physik und Biophysik, Universitat 
Munster, R.-Koch-Str. 31, D-48149 
Munster 

9.-11.10. Munster 
29. Kolloquium EDO. Information: 
Prof. Dr. R. Reichelt, Institut fur Me­
dizinische Physik und Biophysik, 
Universitat Munster, R.-Koch-Str. 31, 
D-48149 Munster 

I 1997 I 
17.-22. 8. Cleveland, Ohio, USA: 
Annual Meeting of the Microscopical 

. Society of America. 
Cleveland, Ohio, USA 

6.-11.8. Brockenridge, CO, USA: 
Microbeam Analysis Society. 

7.-12.9. Regensburg:
 
Dreilandertagung
 
(SGOEM / SSOME, OGEM, DGE)
 

1998 I 
XIVth International Congress on
 
Electron Microscopy.
 
Cancun, Mexico.
 

Annual Meeting of the Microscopical
 
Society of America.
 
Atlanta, GA, USA
 

1999 
Annual Meeting of the Microscopical 
Society of America. 
Tampa, FL, USA 
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ULTRAMIKROTOM MTX
 
COOL SPUTTER COATER DENTON DESK II die neueste Entwicklung von RMC 

RMC-Exklusivvertretung in 0, A, CH, I: 
W. Reichert - LABTEC 
Oietlindenstr. 15 

0-80802 Munchen 
Tel. 089-3613699 

Fax. 089-3617094 

Kommen Sie in das neue 
XV-Rasterelektronenmikroskop 

• Automatischer oder manueller Betrieb 

• Integrierte Vakuumpumpe 

• Wahlweise Sputtem oder Atzen 

• Magnetronkopf mit patentiertem 
"Anoden Grid" 

• Folientargets, sehr einfach zu wechseln 

Vertrieb und Kundendienst: 
Adi Hassel 
lng.-Btiro f. ProzeBtechnik 
und Instrumentelle Analytik 
Connollystr. 29, D-80809 Munchen 
Tel. (089) 351 5128, Fax (089) 351 4818 

VISITEe 
TECHNOLOGY WITH A VISION 

zerst6rungsfreie Untersuchung
 
Probengewicht bis 300 kg
 

Integration von Fertigungs­

und PrOfgeraten
 

VisiTec Microtechnik GmbH 
Karl-Marx-StraBe 14 
D-23936 GrevesmOhlen 
Telefon (0 38 81) 7 90-49 
Fax (0 38 81 ) 7 90-48 



Die Kontrolle des Wasserstandes war 
schon immer eine niederlondische 
Speziolitot, ... 

In der kritischen Ultramikrotomie werden oft 
feinste Anpassungen an den Wasserstand 
erforderlich, ohne daB die Diamantschneidkante 
entwcssert wird. 
Das Drukker-Messer ist fur das druckfreie 
Schneiden bei niedrigstem Wasserstand 
ausgelegt, was insbesondere niltzlich ist fur 
hydrophyle Acrylateinfassungen. 

BITTE SETZEN S~E SICH MIT UNS IN VERBINDUNG� 
FUR EINE UN ERBINDLICHE PROBE.� 

DRUKKER INTERNATIONAL y 
Beversestraat 20, 5431 SH Cuijk, Holland� 
Tel.: +31 (0) 485 39 57 00, Fax: +31 (0) 485 31 61 04� 


